Escola Politécnica da USP
Depto. Engenharia de Minas e de Petrdleo

CURSO DE DIFUSAO

DIFRATOMETRIA DE RAIOS X
METODO DO PO

APRESENTACAO
O curso fornece informacdes sobre a técnica de
difratometria de raios X aplicada ao estudo de
materiais policristalinos (método do pd), com
énfase nos detalhes da rotina operacional. Seus
campos de aplicacdo, potencialidade, versatilidade
e avangos recentes em equipamentos e softwares

também s3o abordados.

Além do conteudo tedrico, o curso propicia aos
participantes o contato e uso de softwares para
fixacdo dos conhecimentos e vivéncia das

aplicagdes.

DOCENTE

Prof. Dr. Henrique Kahn (coordenador do curso),
docente do Depto. de Engenharia de Minas e de
Petroleo da Escola Politécnica da USP,

coordenador do Laboratério de Caracterizacao

Tecnoldgica (LCT).

PROGRAMA DO CURSO

o Introdugdo

o Os raios X
Origem dos raios X continuo e caracteristico;
Propriedades dos raios X;
Aspectos de seguranga.

Cristais e sistemas cristalinos
Sistemas cristalinos;
indices de Miller.

Principios de difracdo

o Instrumentagéo
Camara de po, difratébmetro;
Geragao de raios X;
Parametros instrumentais;
Resolugdo versus intensidade.

Preparagdo de amostras
Interferéncia de parametros instrumentais;
Moagem e montagem de amostras;
Tamanho de particulas;
Amostras com pouca massa;
Preparagdo de amostras de argilominerais.

Aquisicdo e processamento do difratograma
Selecdo de parametros instrumentais ;
Processamento do difratograma;

Uso de padrdes de calibragao.

 Andlise qualitativa de fases
Bancos de dados;
Métodos de identificagdo de fases.

« Andlises quantitativas
Intensidades difratadas;
Fundamentos da analise quantitativa de fases;

Modelos de analises quantitativas com énfase nos
métodos RIR e Rietveld;

» Avancgos recentes e o estado da arte em
equipamentos de difragdo de raios X

ATIVIDADES PRATICAS

Estas serdao desenvolvidas com a utilizagdo do
software X'Pert HighScore (PANalytical™), com
0 numero maximo de dois  usudrios por

computador.

OBIJETIVOS

« Proporcionar aos profissionais envolvidos com

técnicas de caracterizacao de materiais em geral
uma ampla visao da difratometria de raios X

aplicada ao estudo de materiais policristalinos.

Introduzir os conceitos que orientam a escolha
de procedimentos e métodos para analises

guantitativas por DRX.

Promover a atualizacdo de conhecimentos e

apresentar o0s recentes desenvolvimentos

instrumentais.

Discutir e apresentar aplicagdes nos setores
metaldrgico, quimico, de mineragdo e de

materiais.
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